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Testarea sistemelor de calcul

1. Notiuni de baza:

« Importanta testarii

o Termenii de defect, eroare, defectare

» Paradigma testarii orientate pe defecte

« Organizarea unui experiment de testare. Acuratetea testarii

« Indicatori de performanta in testarea structurilor digitale

» Clasificarea defectelor

« Relatiile dintre defecte: relatia de echivalentd, de independenta, de dominanta
e Reducerea numarului de defecte ce necesita a fi verificate.

2. Testarea structurilor logice combinationale

» Metoda tabelei de adevir

« Metoda derivatelor booleene

« Metoda sensibilizirii cailor de propagare

« Metoda Roth

« Metoda Poage

o Metoda propozitiilor literale

« Simularea deductiva a defectelor

e Minimizarea testelor pentru structuri logice combinationale

+ Metrici pentru evaluarea testabilitatii circuitelor logice combinationale

« Tehnici de proiectare pentru cresterea testabilitatii structurilor combinationale

3. Testarea structurilor logice secventiale
« Problematica testarii structurilor logice secventiale
« Identificarea si controlul privind starea automatelor secventiale:
- Secventa de initiere
- Secventa de separare
- Secventa de sincronizare
e Metoda Hennie
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e Metoda Hennie generalizata
° Extensia metodei Roth pentru automate secventiale

4. Generarea automata a vectorilor de test folosind circuite secventiale liniare

Circuite liniare cu reactie externa

Circuite liniare cu reactie interna

Descrierea polinomiali a generatoarelor liniare
Descrierea matriceala a generatoarelor liniare

Proprietatile circuitelor secventiale liniare

5. Testarea memoriilor RAM

Problematica testirii memoriilor RAM ca testare orientata pe defecte
Clasificarea defectelor de memorie

Algoritmi de testare de tip march pentru defecte statice de tip cuplaj
Evaluarea performantelor testelor de memorie

6. Testarea microprocesoarelor

® Microprocesorul ca obiect al diagnosticarii tehnice
e Metode de sintezi a testelor regulate
- Sinteza testelor regulate pe baza descrierii functionale
- Sinteza testelor regulate pe baza simularii simbolice
- Sinteza testelor pe baza descrierii structurale

e Testarea pseudoaleatoare: dirijarea stohastica a testarii pe baza modelelor Markov,
structura unui generator de teste pseudoaleatoare

Bibliografie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Vladutiu M.,Crisan M., Tehnica testdrii echipamentelor automate de prelucrare a datelor, Editura
Facla, Timisoara, 1989.

A.J. van de Goor, Testing Semiconductor Memories, John Wiley ans Sons, 1991

Gremalschi A., Desanu P., Diagnosticarea tehnica a echipamentelor microprocesor, Editura
Universitas, Chisinau, 1992

Valachi, A., Hoza, F., Onofrei, V., Silion, R., Analiza, sinteza si testarea dispozitivelor numerice,
Editura Nord-Est, Iasi, 1993

Bushnell M.,Agrawal V., Essentials of electronic testing for digital, memory and mixed-signal VLSI
circuits, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.

Stroud C. E., A Designer’s Guide to Built-In Self-Test, Springer, Boston, USA, 2002.
Astola J. T., Stankovic R. S., Fundamentals of Switching Theory and Logic Design, Springer, 2006
Wang L.-T., Wu C.-W., Wen X., VLSI Test Principles and Architectures: Design for Testability, 2006.

Cascaval, P., Sisteme de timp real — Fiabilitate si siguranta in functionare, Performantica, Iasi, 2007.

10) Klein, A., Linear Feedback Shift Registers, Springer, London, 2013.

Decan, - Director de departament,
Prof. Vasil Ion Manta Conf. Andrei Stan ,

et |




